
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses 

- Modes : contact, contact intermittent (tapping), non-contact 

 

Applications 

- Image de phase, microscopie à force latérale, microscopie à force magnétique, microscopie à force électrique, imagerie 

en milieu liquide 
 
 
 
 
 
 

Microscopie  

à Force Atomique (afm) 

 

 
FABRICANT : VEECO  
MODÈLE : CPII 


